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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査線及びデータ線に接続される複数の画素が含まれた画素部と、
　前記走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、
　外郭領域に位置されて、第1方向に形成された第1配線グループ及び第2方向に形成され
た第2配線グループと、
　前記データ線の一側に接続された複数のトランジスタが具備されるトランジスタグルー
プと、
　前記第1配線グループに属した少なくとも一つの配線及び前記第2配線グループに属した
少なくとも一つの配線に接続されるオン/オフ制御部と、
　を含み、
　前記オン/オフ制御部には、前記第1配線グループに属する垂直制御信号および前記第2
配線グループに属した水平制御信号が入力され、
　有機電界発光表示装置のマザー基板上で元板単位の検査を遂行する場合、前記垂直制御
信号および前記水平制御信号によって前記画素の１つずつに対応して前記画素のオン/オ
フを制御するシフトクロック信号を生成する前記オン/オフ制御部を制御することで、前
記画素部に含まれる特定の画素のみを選択的にターンオン/オフさせることを特徴とする
有機電界発光表示装置。
【請求項２】
　前記オン/オフ制御部は、
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　前記第1及び第2配線グループから供給される信号に対応して少なくとも一つのシフト制
御信号を生成する制御信号生成部と、
　前記制御信号生成部の出力端に接続されて前記シフト制御信号に対応して第1及び第2シ
フトクロック信号を生成するシフトクロック信号生成部と、
　を含むことを特徴とする請求項１記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３】
　前記トランジスタグループに具備されたトランジスタは、外部から供給される制御信号
に対応してターンオフ状態を維持し、検査信号をオフすることを特徴とする請求項１記載
の有機電界発光表示装置。
【請求項４】
　前記データ線及び前記トランジスタグループの間に接続されて少なくとも二つの選択信
号に対応して前記データ線に検査信号またはデータ信号を供給するデータ分配部と、
　前記データ分配部に前記データ信号を供給するためのデータ駆動部と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の有機電界発光表示装置。
【請求項５】
　複数の有機電界発光表示装置が形成されたマザー基板上で少なくとも一つの前記有機電
界発光表示装置に対する異常有無を検査する有機電界発光表示装置の検査方法において、
　同じ列に位置された前記有機電界発光表示装置に接続された第1配線グループに垂直制
御信号を供給する段階と、
　同じ行に位置された前記有機電界発光表示装置に接続された第2配線グループに水平制
御信号を供給する段階と、
　前記垂直制御信号及び水平制御信号に対応して第1及び第2シフトクロック信号を生成す
る段階と、
　前記第1及び第2シフトクロック信号に対応して走査信号を生成する段階と、
　前記第1または第2配線グループに検査信号を供給する段階と、
　前記走査信号及び検査信号に対応して所定の検査のための映像を表示する段階と、
　を含み、
　有機電界発光表示装置のマザー基板上で元板単位の検査を遂行する場合、前記垂直制御
信号および前記水平制御信号によって前記画素を１つずつオン/オフ制御する前記走査信
号を生成することを特徴とする有機電界発光表示装置の検査方法。
【請求項６】
　前記第1及び第2シフトクロック信号を生成する段階は、
　前記垂直制御信号及び前記水平制御信号に対応して少なくとも一つのシフト制御信号を
生成する段階と、
　前記シフト制御信号に対応して前記第1及び第2シフトクロック信号を生成する段階と、
　を含むことを特徴とする請求項５記載の有機電界発光表示装置の検査方法。
【請求項７】
　所定の前記垂直制御信号及び水平制御信号に対応して前記有機電界発光表示装置の中で
少なくとも一つの有機電界発光表示装置で映像が表示されないように制御する前記走査信
号を生成することを特徴とする請求項５記載の有機電界発光表示装置の検査方法。
【請求項８】
　前記走査信号は、
　前記少なくとも一つの有機電界発光表示装置の画素部に含まれた画素のスイッチングト
ランジスタをターンオフさせることを特徴とする請求項７記載の有機電界発光表示装置の
検査方法。
【請求項９】
　前記第1または第2配線グループを通じて第1クロック信号をさらに供給してもらうこと
を特徴とする請求項５記載の有機電界発光表示装置の検査方法。
【請求項１０】
　所定の前記垂直制御信号及び水平制御信号に対応して前記第1クロック信号と同じ波形
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を持つ第1シフトクロック信号と、
　前記第1シフトクロック信号と相反した波形を持つ前記第2シフトクロック信号を生成す
ることを特徴とする請求項９記載の有機電界発光表示装置の検査方法。
【請求項１１】
　前記第1及び第2シフトクロック信号に対応して前記有機電界発光表示装置で所定の検査
のための映像が表示されることを制御する発光制御信号を生成する段階をさらに含むこと
を特徴とする請求項５記載の有機電界発光表示装置の検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機電界発光表示装置及びその検査方法に関し、特に、個々の有機電界発光表
示装置をスクライビングしない状態でマザー基板上で元板単位の検査を遂行して、元板検
査の時特定有機電界発光表示装置を独立的にオン/オフさせられるようにした有機電界発
光表示装置及びその検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、複数の有機電界発光表示装置は、一つのマザー基板(mother substrate)上に形
成された後、スクライビング(scribing)されて個々の有機電界発光表示装置で分離される
。このような有機電界発光表示装置に対する検査は、スクライビングが完了した有機電界
発光表示装置それぞれで別に遂行される。
【０００３】
　図１は、スクライビングが完了した一般的な有機電界発光表示装置を示す図面である。
　図１を参照すれば、一般的な有機電界発光表示装置110は、走査駆動部120、データ駆動
部130、データ分配部140及び画素部150を具備する。
【０００４】
　走査駆動部120は走査信号を生成する。走査駆動部120から生成された走査信号は走査線
S1ないしSnに順次供給される。
【０００５】
　データ駆動部130はデータ信号を生成する。データ駆動部130から生成されたデータ信号
は出力線O1ないしOmに供給される。
【０００６】
　データ分配部140は、データ駆動部130それぞれの出力線O1ないしOmから供給されるデー
タ信号を少なくとも二つのデータ線Dに供給する。このようなデータ分配部140は、データ
駆動部130のチャンネル数を減少させて、高解像度の表示装置に有用に使用される。
【０００７】
　画素部150は、有機発光ダイオードを具備した複数の画素(図示せず)でなる。このよう
な画素部150は、外部から供給される第1及び第2電源ELVDD、ELVSSと、走査駆動部120から
供給された走査信号及びデータ分配部140から供給されたデータ信号に対応して所定の映
像を表示する。
【０００８】
　このような有機電界発光表示装置110に対する検査は、個々の有機電界発光表示装置を
検査する検査装備で遂行される。しかし、有機電界発光表示装置110を構成する回路配線
が変更されたり有機電界発光表示装置110の大きさが変更される場合、検査装備を変更し
なければならないか検査のために要求されるジグ(jig)が変更されなければならないとい
う問題点が発生する。
【０００９】
　また、それぞれの有機電界発光表示装置110を別に検査しなければならないので検査時
間が長くなってコストが上昇するなど、検査の効率性も落ちる。したがって、スクライビ
ング以前にマザー基板上で元板単位(Sheet Unit)で複数の有機電界発光表示装置110に対
する検査を遂行する必要がある。
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【００１０】
　一方、元板単位の検査を遂行する時、マザー基板上に不良が発生した有機電界発光表示
装置が含まれた場合などには、正常な有機電界発光表示装置110に対する検査さえまとも
に遂行されないこともある。したがって、元板単位で検査を遂行する時、検査の信頼性及
び効率性を高めるために不良が発生された特定有機電界発光表示装置が他の有機電界発光
表示装置110の検査に影響を及ぼすことができないように制御する必要がある。
【００１１】
　このために、マザー基板上で元板単位の検査を遂行するが、それぞれの有機電界発光表
示装置が独立的にオン/オフされるように制御されなければならない。
【特許文献１】韓国特許出願公開第１０－０５０４４７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明の目的はマザー基板に形成された複数の有機電界発光表示装置に対
する元板単位検査が可能な有機電界発光表示装置及びその検査方法を提供することである
。
【００１３】
　また、本発明の他の目的はマザー基板上に形成されたそれぞれの有機電界発光表示装置
が独立的にオン/オフ制御されるようにした有機電界発光表示装置及びその検査方法を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記目的を果たすために、本発明の第1側面は、走査線及びデータ線に接続される複数
の画素が含まれた画素部と、前記走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、外郭
領域に位置されて、第1方向に形成された第1配線グループ及び第2方向に形成された第2配
線グループと、前記データ線の一側に接続された複数のトランジスタが具備されるトラン
ジスタグループと、前記第1配線グループに属した少なくとも一つの配線及び前記第2配線
グループに属した少なくとも一つの配線に接続されるオン/オフ制御部を含み、前記オン/
オフ制御部には、前記第1配線グループに属する垂直制御信号および前記第2配線グループ
に属した水平制御信号が入力され、有機電界発光表示装置のマザー基板上で元板単位の検
査を遂行する場合、前記垂直制御信号および前記水平制御信号によって前記画素の１つず
つに対応して前記画素のオン/オフを制御するシフトクロック信号を生成する前記オン/オ
フ制御部を制御することで、前記画素部に含まれる特定の画素のみを選択的にターンオン
/オフさせることを特徴とする有機電界発光表示装置を提供する。
【００１５】
　好ましくは、前記オン/オフ制御部は、前記第1及び第2配線グループから供給される信
号に対応して少なくとも一つのシフト制御信号を生成する制御信号生成部と、前記制御信
号生成部の出力端に接続されて前記シフト制御信号に対応して第1及び第2シフトクロック
信号を生成するシフトクロック信号生成部を含む。
【００１６】
　前記トランジスタグループに具備されたトランジスタは外部から供給される制御信号に
対応してターンオフ状態を維持し、検査信号をオフする。前記データ線及び前記トランジ
スタグループの間に接続されて少なくとも二つの選択信号に対応して前記データ線に検査
信号またはデータ信号を供給するデータ分配部と、前記データ分配部に前記データ信号を
供給するためのデータ駆動部をさらに含む。
【００１７】
　本発明の第2側面は、複数の有機電界発光表示装置が形成されたマザー基板上で少なく
とも一つの前記有機電界発光表示装置に対する異常有無を検査する有機電界発光表示装置
の検査方法において、同じ列に位置された前記有機電界発光表示装置に接続された第1配
線グループに垂直制御信号を供給する段階と、同じ行に位置された前記有機電界発光表示
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装置に接続された第2配線グループに水平制御信号を供給する段階と、前記垂直制御信号
及び水平制御信号に対応して第1及び第2シフトクロック信号を生成する段階と、前記第1
及び第2シフトクロック信号に対応して走査信号を生成する段階と、前記第1または第2配
線グループに検査信号を供給する段階と、前記走査信号及び検査信号に対応して所定の検
査のための映像を表示する段階とを含み、有機電界発光表示装置のマザー基板上で元板単
位の検査を遂行する場合、前記垂直制御信号および前記水平制御信号によって前記画素を
１つずつオン/オフ制御する前記走査信号を生成することを特徴とする有機電界発光表示
装置の検査方法を提供する。
【００１８】
　好ましくは、前記第1及び第2シフトクロック信号を生成する段階は、前記垂直制御信号
及び前記水平制御信号に対応して少なくとも一つのシフト制御信号を生成する段階と、前
記シフト制御信号に対応して前記第1及び第2シフトクロック信号を生成する段階を含む。
【００１９】
　所定の前記垂直制御信号及び水平制御信号に対応して前記有機電界発光表示装置の中で
少なくとも一つの有機電界発光表示装置で映像が表示されないように制御する前記走査信
号を生成することを特徴とする。
【００２０】
　前記走査信号は前記少なくとも一つの有機電界発光表示装置の画素部に含まれた画素の
スイッチングトランジスタをターンオフさせる。
【００２１】
　前記第1または第2配線グループを通じて第1クロック信号をさらに供給してもらう。
【００２２】
　所定の前記垂直制御信号及び水平制御信号に対応して前記第1クロック信号と同じ波形
を持つ第1シフトクロック信号と、前記第1シフトクロック信号と相反した波形を持つ前記
第2シフトクロック信号を生成することを特徴とする。
【００２３】
　前記第1及び第2シフトクロック信号に対応して前記有機電界発光表示装置で所定の検査
のための映像が表示されることを制御する発光制御信号を生成する段階をさらに含む。
【発明の効果】
【００２４】
　上述したように、本発明の実施形態による有機電界発光表示装置及びその検査方法によ
れば、第1及び第2配線グループを具備することで、マザー基板上に形成された複数の有機
電界発光表示装置に対する元板単位の検査を遂行することができる。これによって、検査
時間を減らし、コストを低減するなど、検査の効率性を高めることができる。
【００２５】
　また、特定有機電界発光表示装置に接続された第1及び第2配線グループのみで電源及び
信号を供給することで、マザー基板に形成された有機電界発光表示装置の中で特定有機電
界発光表示装置のみで検査を遂行することも可能である。
【００２６】
　また、お互いに異なる方向に形成された配線を通じて供給される垂直及び水平制御信号
によってオン/オフ制御部を制御することで、マザー基板上に形成された個別有機電界発
光表示装置のオン/オフを独立的に制御することができる。したがって、元板検査の時、
誤作動する特定有機電界発光表示装置を選択的にオン/オフさせることで、誤作動する有
機電界発光表示装置が電源線及び信号線を共有する他の有機電界発光表示装置に影響を及
ぼすことを防止することができる。これによって、検査の信頼性及び効率性を高めること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
以下、本発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が本発明を容易に実施する
ことができる好ましい実施形態が添付された図２ないし図１４を参照して詳しく説明する
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。
【００２８】
　図２は、本発明の第1実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板を示す図面で
ある。
【００２９】
　図２を参照すれば、本発明の第1実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板200
は、マトリックス形態に配列された複数の有機電界発光表示装置210と、有機電界発光表
示装置210の外郭ダミー領域に形成された第1及び第2配線グループ260、270を含む。
【００３０】
　それぞれの有機電界発光表示装置210は、走査駆動部220、検査部230、データ分配部240
及び画素部250を含む。
【００３１】
　走査駆動部220は、第1配線グループ260に含まれた第5配線265から第3電源VDDの供給を
受けて、第2配線グループ270に含まれた第11配線271及び第13配線273からそれぞれ走査制
御信号及び第4電源VSSの供給を受ける。
【００３２】
　このような走査駆動部220は、第3及び第4電源VDD、VSSと走査制御信号に対応して走査
信号及び発光制御信号を生成する。走査駆動部220から生成された走査信号及び発光制御
信号は画素部250に供給される。
【００３３】
　検査部230は、第1配線グループ260に含まれた第1配線261とデータ分配部240の間に接続
された複数のトランジスタM1ないしMnを具備する。ここで、トランジスタM1ないしMnそれ
ぞれのゲート電極は、第1配線グループ260に含まれた第2配線262と共通接続される。
【００３４】
　このような検査部230は、第2配線262から供給される検査制御信号に対応して、第1配線
261から供給される検査信号をデータ分配部240に供給する。ここで、検査信号は有機電界
発光表示装置210の不良有無を判断するための信号で、例えば、画素部250に含まれた画素
の点灯検査信号及び漏洩電流検査信号などになる。
【００３５】
　データ分配部240は、第2配線グループ270に含まれた第12配線272から少なくとも二つの
選択信号の供給を受ける。ここで、図２では第12配線272を一つの配線に示したが、実際
に第12配線272は、選択信号の数に対応して少なくとも二つで多様に設定されうる。
【００３６】
　例えば、データ分配部240は第12配線272から赤色、緑色及び青色サブピクセルのクロッ
ク信号CLR、CLG、CLBの供給を受けることができ、この場合、第12配線272は三つの配線に
形成される。このようなデータ分配部240は、元板単位検査の時、選択信号に対応して検
査部230それぞれの出力線から供給される検査信号を少なくとも二つのデータ線に供給す
る。
【００３７】
　一方、それぞれの有機電界発光表示装置210がスクライビングされた以後、データ分配
部240は外部から供給される少なくとも二つの選択信号に対応して、示されていないデー
タ駆動部それぞれの出力線に供給されるデータ信号を少なくとも二つのデータ線に供給す
る。
【００３８】
　画素部250は、有機発光ダイオードを具備した複数の画素(図示せず)でなる。このよう
な画素部250は、第1配線グループ260に含まれた第3配線263及び第4配線264からそれぞれ
第2電源ELVSS及び初期化電源Vinitの供給を受けて、第2配線グループ270に含まれた第14
配線274から第1電源ELVDDの供給を受ける。
【００３９】
　また、画素部250は、走査駆動部220から走査信号及び発光制御信号の供給を受けて、デ
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ータ分配部240から検査信号(あるいは、データ信号)の供給を受ける。第1及び第2電源ELV
DD、ELVSS、初期化電源Vinit、走査信号、発光制御信号及び検査信号(あるいは、データ
信号)の供給を受けた画素部250は、これに対応して所定の映像を表示する。
【００４０】
　一方、示されなかったが、それぞれの有機電界発光表示装置210は、データ駆動部をさ
らに含むことができる。ここで、データ駆動部はそれぞれの有機電界発光表示装置210が
マザー基板200からスクライビングされた以後、外部から供給されるデータに対応してデ
ータ信号を生成して、これをデータ分配部240に供給する。一例として、データ駆動部は
検査部230と重畳されるように実装されうる。
【００４１】
　第1配線グループ260は、垂直方向(第1方向)に形成されて、マザー基板200上の同じ列に
位置した有機電界発光表示装置210に共通接続される。このような第1配線グループ260は
、検査信号の供給を受ける第1配線261、検査制御信号の供給を受ける第2配線262、第2電
源ELVSSの供給を受ける第3配線263、初期化電源Vinitの供給を受ける第4配線264及び第3
電源VDDの供給を受ける第5配線265を含む。
【００４２】
　第1配線261は、元板単位検査の時に供給される検査信号を自分に接続された有機電界発
光表示装置210に形成された検査部230に供給する。
【００４３】
　第2配線262は、元板単位検査の時に供給される検査制御信号を自分に接続された有機電
界発光表示装置210に形成された検査部230に供給する。
【００４４】
　第3配線263は、元板単位検査の時に供給される第2電源ELVSSを自分に接続された有機電
界発光表示装置210に形成された画素部250に供給する。
【００４５】
　第4配線264は、元板単位検査の時に供給される初期化電源Vinitを自分に接続された有
機電界発光表示装置210に形成された画素部250に供給する。
【００４６】
　第5配線265は、元板単位検査の時に供給される第3電源VDDを自分に接続された有機電界
発光表示装置210に形成された走査駆動部220に供給する。
【００４７】
　第2配線グループ270は、水平方向(第2方向)に形成されて、マザー基板200上の同じ行に
位置した有機電界発光表示装置210に共通接続される。このような第2配線グループ270は
走査制御信号の供給を受ける第11配線271、少なくとも二つの選択信号の供給を受ける第1
2配線272、第4電源VSSの供給を受ける第13配線273、第1電源ELVDDの供給を受ける第14配
線274を含む。
【００４８】
　第11配線271は、元板単位検査の時に供給される走査制御信号を自分に接続された有機
電界発光表示装置210に形成された走査駆動部220に供給する。走査制御信号には走査駆動
部220のクロック信号、出力イネーブル信号及びスタートパルスなどが含まれることがで
きる。
【００４９】
　実際に、走査駆動部220に供給される走査制御信号の数は、走査駆動部220の回路構成に
よって多様に設定される。したがって、図２において第11配線271は、一つの配線に示さ
れたが、実際に第11配線271の数は少なくとも一つで多様に設定されうる。
【００５０】
　第12配線272は、元板単位検査の時に供給される少なくとも二つの選択信号を自分に接
続された有機電界発光表示装置210に形成されたデータ分配部240に供給する。ここで、選
択信号の数は、画素部250に含まれるサブピクセルの数によって多様に設定されうる。し
たがって、図２において第12配線272は一つの配線に示されたが、実際に第12配線272の数
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は選択信号の数によって多様に設定されうる。
【００５１】
　第13配線273は、元板単位検査の時に供給される第4電源VSSを自分に接続された有機電
界発光表示装置210に形成された走査駆動部220に供給する。
【００５２】
　第14配線274は、元板単位検査の時に供給される第1電源ELVDDを自分に接続された有機
電界発光表示装置210に形成された画素部250に供給する。
【００５３】
　このようなマザー基板200上に形成されたそれぞれの有機電界発光表示装置210は、元板
単位の検査が完了すれば、個々の有機電界発光表示装置210にスクライビングされる。こ
こで、スクライビングライン280は、第1配線グループ260及び第2配線グループ270と走査
駆動部220、検査部230、データ分配部240及び画素部250がスクライビング以後電気的に隔
離されるように位置される。すなわち、第1配線グループ260及び第2配線グループ270と走
査駆動部220、検査部230、データ駆動部240及び画素部250の電気的接続点は、有機電界発
光表示装置210のスクライビングライン外郭に位置される。これによって、外部から第1配
線グループ260及び第2配線グループ270に流入される静電気のようなノイズは走査駆動部2
20、検査部230、データ分配部240及び画素部250に供給されない。
【００５４】
　上記第1実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板200は、第1及び第2配線グル
ープ260、270を具備することで、マザー基板200上に形成されたそれぞれの有機電界発光
表示装置210をスクライビングしない状態で複数の有機電界発光表示装置210に対する元板
単位の検査を遂行することができる。これをより具体的に説明すれば、第1及び第2配線グ
ループ260、270で元板単位検査のための電源及び信号を供給することで、第1及び第2配線
グループ260、270に接続されたそれぞれの有機電界発光表示装置210で検査が遂行される
ようになる。これによって、検査時間を減らし、コストを低減するなど検査の効率性を高
めることができる。
【００５５】
　さらに、有機電界発光表示装置210を構成する回路配線が変更されたり、有機電界発光
表示装置210の大きさが変更されたりしても第1及び第2配線グループ260、270の回路配線
とマザー基板200の大きさが変更されなければ、検査装備やジグを変更しなくとも検査を
遂行することができる。
【００５６】
　また、本実施形態によれば、少なくとも一つの特定有機電界発光表示装置210に接続さ
れた第1及び第2配線グループ260、270のみで電源及び信号を供給することで、マザー基板
200に形成された有機電界発光表示装置210の中で特定有機電界発光表示装置210のみで検
査を遂行することも可能である。例えば、第1配線グループ260に含まれた第3配線263と第
2配線グループ270に含まれた第14配線274に供給される第1及び第2電源ELVDD、ELVSSの供
給要否を制御して特定有機電界発光表示装置210のみで検査を遂行することができる。
【００５７】
　ただし、上記第1実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板200上に形成された
有機電界発光表示装置210の中で内部欠陥または元板検査の時供給される信号の遅延によ
って走査駆動部220などが誤作動を起こす有機電界発光表示装置210が含まれた場合、同じ
行または列に位置した他の有機電界発光表示装置210でも検査がまともに遂行されないこ
ともある。
【００５８】
　これをより具体的に説明すれば、マザー基板200上に少なくとも一つの欠陥が発生され
た有機電界発光表示装置210が存在する場合、電源線または信号線を共有する有機電界発
光表示装置210に好ましい信号が入力されず、これらの有機電界発光表示装置210でも信頼
できる検査が遂行され難い。
【００５９】
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　また、第1及び第2配線グループ260、270に供給される電源及び信号が内部配線を経由し
ながら遅延が発生される場合、遅延された信号の供給を受けた有機電界発光表示装置210
では正常な検査が遂行されない。例えば、第1及び第2配線グループ260、270に供給される
走査制御信号に遅延が発生した場合、走査駆動部220が誤作動を起こすことがあり得る。
これによって、走査駆動部220の消費電力が急激に増加して信号遅延がひどくなるなどの
問題が発生する。したがって、走査駆動部220が誤作動した有機電界発光表示装置210と信
号線を共有した有機電界発光表示装置210でも信頼性のある検査を遂行することができな
くなる。
【００６０】
　ここで、第1及び第2配線グループ260、270に電源及び/または信号を供給する時には一
般的に両方からすべて供給するので、電源及び信号の遅延によって誤作動する有機電界発
光表示装置210は、一般的に中央部分に位置される有機電界発光表示装置210である。
【００６１】
　このように電源及び/または信号の遅延による有機電界発光表示装置210の誤作動が発生
した場合もやはり電源線または信号線を共有した有機電界発光表示装置210の検査に影響
を及ぼすので、隣接有機電界発光表示装置210でも信頼性のある検査結果を得ることがで
きなくなる。
【００６２】
　また、これを防止するために個々の有機電界発光表示装置210の駆動条件を互いに異な
るように設定する場合、元板単位の検査は遂行することができるものの実際量産に適用し
にくいという問題点がある。したがって、内部欠陥または電源及び/または信号の遅延に
よって誤作動する有機電界発光表示装置210をオフさせて残りの有機電界発光表示装置210
のみで検査を遂行すれば、正常に元板単位の検査を遂行することができるようになるので
、検査の信頼性及び効率性を高めることができる。
【００６３】
　しかし、第1実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板200によれば、互いに異
なる方向に形成された電源線を利用して特定有機電界発光表示装置210での検査は遂行す
ることができるが、誤作動する特定有機電界発光表示装置210のみをオフさせて検査を遂
行することはできない。
【００６４】
　したがって、マザー基板200上に形成されたそれぞれの有機電界発光表示装置210が独立
的にオン/オフされるように制御される方案が要求される。本発明は第2実施形態を提供し
てこれに対する解決方案を提示し、これに対する詳細な説明は後述する。
【００６５】
　図３は、本発明の第2実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板を示す図面で
ある。そして、図４は図３に示された有機電界発光表示装置を示す図面である。
【００６６】
　図３及び図４を参照すれば、本発明の第2実施形態による有機電界発光表示装置のマザ
ー基板300は、マトリックス形態に配列された複数の有機電界発光表示装置310と、有機電
界発光表示装置310の外郭ダミー領域に形成された第1及び第2配線グループ360、370と、
前記第1及び第2配線グループ360、370に含まれた所定の配線及び走査駆動部320の間に接
続されるオン/オフ制御部380を具備する。それぞれの有機電界発光表示装置310は、走査
駆動部320、検査部330、データ分配部340及び画素部350を含む。
【００６７】
　走査駆動部320は、第1配線グループ360に含まれた第6配線366から第3電源VDDの供給を
受けて、第2配線グループ370に含まれた第12配線372及び第14配線374からそれぞれ走査制
御信号及び第4電源VSSの供給を受ける。また、走査駆動部320は、オン/オフ制御部380か
ら第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBの供給を受ける。
【００６８】
　このような走査駆動部320は、第3及び第4電源VDD、VSS、走査制御信号、第1及び第2シ
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フトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBに対応して走査信号及び発光制御信号を生成する。走
査駆動部320から生成された走査信号及び発光制御信号は、走査線S1ないしSn及び発光制
御線EM1ないしEMnを通じて画素部350に供給される。ここで、走査駆動部320はオン/オフ
制御部380から有機電界発光表示装置310をオフさせるようにする第1及び第2シフトクロッ
ク信号SFTCLK、SFTCLKBの供給を受けた場合、これに対応する走査信号及び発光制御信号
を生成して画素部350に供給することで、画素部350がターンオフされるように制御する。
これに対する詳細な説明は後述する。
【００６９】
　検査部330は、第1配線グループ360に含まれた第1配線361とデータ分配部340の間に接続
される複数のトランジスタM1ないしMnを含む。ここで、トランジスタM1ないしMnそれぞれ
のゲート電極は、第1配線グループ360に含まれた第2配線362と共通に接続される。このよ
うな検査部330は、第2配線362から供給される検査制御信号に対応して第1配線361から供
給される検査信号をデータ分配部340に供給する。
【００７０】
　検査信号は、有機電界発光表示装置310の不良有無を判断するための信号であり、例え
ば画素部350に含まれた画素の点灯検査信号及び漏洩電流検査信号などになる。一方、検
査部330は、マザー基板300上で遂行される元板単位の検査が完了してそれぞれの有機電界
発光表示装置310がスクライビングされた以後にはターンオフ状態を維持するように設定
される。
【００７１】
　すなわち、検査部330は元板単位の検査が完了すれば、有機電界発光表示装置310の駆動
に影響を与えないようにターンオフ状態を維持するトランジスタグループとして残るよう
になる。このために、スクライビング以後、検査部330に具備されたトランジスタM1ない
しMnは、ターンオフ状態を維持するように制御する制御信号の供給を受けることができる
。
【００７２】
　データ分配部340は、第2配線グループ370に含まれた第13配線373から少なくとも二つの
選択信号の供給を受ける。ここで、図３及び図４では第13配線373を一つの配線に示した
が、実際に第13配線373は選択信号の数に対応して少なくとも二つで多様に設定されうる
。例えば、データ分配部340は第13配線373から赤色、緑色及び青色サブピクセルのクロッ
ク信号CLR、CLG、CLBの供給を受けることができ、この場合第13配線373は三つの配線で形
成される。
【００７３】
　このようなデータ分配部340は元板単位検査の時、選択信号に対応して検査部330それぞ
れの出力線O1ないしOmから供給される検査信号を少なくとも二つのデータ線D1ないしD3m
に供給する。一方、それぞれの有機電界発光表示装置310らがスクライビングされた以後
、データ分配部340は外部から供給される少なくとも二つの選択信号に対応して示されて
いないデータ駆動部それぞれの出力線に供給されるデータ信号を少なくとも二つのデータ
線Dに供給する。
【００７４】
　画素部350は、有機発光ダイオードを具備した複数の画素(図示せず)でなる。このよう
な画素部350は第1配線グループ360に含まれた第3配線363及び第5配線365からそれぞれ第2
電源ELVSS及び初期化電源Vinitの供給を受けて、第2配線グループ370に含まれた第15配線
375から第1電源ELVDDの供給を受ける。また、画素部350は走査駆動部320から走査信号及
び発光制御信号の供給を受けて、データ分配部340から検査信号(あるいは、データ信号)
の供給を受ける。
【００７５】
　第1及び第2電源ELVDD、ELVSS、初期化電源Vinit、走査信号、発光制御信号及び検査信
号(あるいは、データ信号)の供給を受けた画素部350は、これに対応して所定の映像を表
示する。例えば、元板単位の検査の時検査信号の供給を受けた画素部350は所定の検査の
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ための映像を表示することができる。
【００７６】
　一方、示されなかったが、それぞれの有機電界発光表示装置310は、データ駆動部をさ
らに含むことができる。ここで、データ駆動部はそれぞれの有機電界発光表示装置310が
マザー基板300からスクライビングされた以後、外部から供給されるデータに対応してデ
ータ信号を生成して、これをデータ分配部340に供給する。一例として、データ駆動部は
検査部330と重畳されるように実装されうる。
【００７７】
　オン/オフ制御部380は、第1配線グループ360に含まれる第4配線364、第6配線366及び第
7配線367からそれぞれ垂直制御信号、第3電源VDD及び第1クロック信号CLK1の供給を受け
て、第2配線グループ370に含まれる第11配線371及び第14配線374からそれぞれ水平制御信
号及び第4電源VSSの供給を受ける。
【００７８】
　このようなオン/オフ制御部380は、垂直制御信号、水平制御信号及び第1クロック信号C
LK1に対応して第3または第4電源VDD、VSSの電圧値を持つ第1及び第2シフトクロック信号S
FTCLK、SFTCLKBを生成して、これを走査駆動部320に供給する。
【００７９】
　ここで、オン/オフ制御部380は元板検査の時誤作動する有機電界発光表示装置310を選
択的にターンオフさせるための場合、誤作動する有機電界発光表示装置310に接続された
第4配線364及び第11配線371から所定の垂直制御信号及び水平制御信号の供給を受ける。
【００８０】
　すると、オン/オフ制御部380は自分に入力される第1クロック信号CLK1にかかわらず画
素部350がターンオフされるように制御する第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCL
KBを生成して走査駆動部320に供給し、走査駆動部320はこれに対応して画素部350をター
ンオフさせる走査信号及び発光制御信号を生成する。そして、それ以外の場合にオン/オ
フ制御部380は自分に入力される第1クロック信号CLK1と同期されるように第1及び第2シフ
トクロック信号SFTCLK、SFTCLKBを生成して走査駆動部320に供給する。
【００８１】
　すると、走査駆動部320は第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBに対応して走
査信号及び発光制御信号を生成することで画素部350がターンオンされるように制御する
。
【００８２】
　第1配線グループ360は、垂直方向(第1方向)に形成されて、マザー基板300上の同じ列に
位置した有機電界発光表示装置310に共通に接続される。このような第1配線グループ360
は検査信号の供給を受ける第1配線361、検査制御信号の供給を受ける第2配線362、第2電
源ELVSSの供給を受ける第3配線363、垂直制御信号の供給を受ける第4配線364、初期化電
源Vinitの供給を受ける第5配線365、第3電源VDDの供給を受ける第6配線366及び第1クロッ
ク信号CLK1の供給を受ける第7配線367を含む。
【００８３】
　第1配線361は、元板単位検査の時に供給される検査信号を自分に接続された有機電界発
光表示装置310に形成された検査部330に供給する。
【００８４】
　第2配線362は、元板単位検査の時に供給される検査制御信号を自分に接続された有機電
界発光表示装置310に形成された検査部330に供給する。
【００８５】
　第3配線363は、元板単位検査の時に供給される第2電源ELVSSを自分に接続された有機電
界発光表示装置310に形成された画素部350に供給する。
【００８６】
　第4配線364は、元板単位検査の時に供給される垂直制御信号を自分に接続されたオン/
オフ制御部380に供給する。
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【００８７】
　第5配線365は、元板単位検査の時に供給される初期化電源Vinitを自分に接続された有
機電界発光表示装置310に形成された画素部350に供給する。
【００８８】
　第6配線366は、元板単位検査の時に供給される第3電源VDDを自分に接続された有機電界
発光表示装置310に形成された走査駆動部320及びオン/オフ制御部380に供給する。
【００８９】
　第7配線367は、元板単位検査の時に供給される第1クロック信号CLK1を自分に接続され
たオン/オフ制御部380に供給する。
【００９０】
　第2配線グループ370は、水平方向(第2方向)に形成されて、マザー基板300上の同じ行に
位置した有機電界発光表示装置310に共通に接続される。このような第2配線グループ370
は水平制御信号の供給を受ける第11配線371、走査制御信号の供給を受ける第12配線372、
少なくとも二つの選択信号の供給を受ける第13配線373、第4電源VSSの供給を受ける第14
配線374及び第1電源ELVDDの供給を受ける第15配線375を含む。
【００９１】
　第11配線371は、元板単位検査の時に供給される水平制御信号を自分に接続されたオン/
オフ制御部380に供給する。
【００９２】
　第12配線372は、元板単位検査の時に供給される走査制御信号を自分に接続された有機
電界発光表示装置310に形成された走査駆動部320に供給する。走査制御信号には走査クロ
ック信号SCLK、出力イネーブル信号及びスタートパルスなどが含まれることができる。実
際に、走査駆動部320に供給される走査制御信号の数は、走査駆動部320の回路構成によっ
て多様に設定される。したがって、図３及び図４において第12配線372は一つの配線に示
されたが、実際に第12配線372の数は少なくとも一つで多様に設定されうる。
【００９３】
　第13配線373は、元板単位検査の時に供給される少なくとも二つの選択信号を自分に接
続された有機電界発光表示装置310に形成されたデータ分配部340に供給する。ここで、選
択信号の数は画素部350に含まれるサブピクセルの数によって多様に設定されうる。した
がって、図３及び図４において第13配線373は一つの配線に示されたが、実際に第13配線3
73の数は選択信号の数によって多様に設定されうる。
【００９４】
　第14配線374は、元板単位検査の時に供給される第4電源VSSを自分に接続された有機電
界発光表示装置310に形成された走査駆動部320及びオン/オフ制御部380に供給する。
【００９５】
　第15配線375は、元板単位検査の時に供給される第1電源ELVDDを自分に接続された有機
電界発光表示装置310に形成された画素部350に供給する。
【００９６】
　このようなマザー基板300上に形成されたそれぞれの有機電界発光表示装置310は、元板
単位の検査が完了すれば、個々の有機電界発光表示装置310にスクライビングされる。こ
こで、外部から流入される静電気のようなノイズが有機電界発光表示装置310の作動に影
響を及ぼすことを防止するために、スクライビングライン390は第1配線グループ360、第2
配線グループ370及びオン/オフ制御部380と走査駆動部320、検査部330、データ分配部340
及び画素部350がスクライビング以後電気的に隔離されるように位置される。
【００９７】
　すなわち、第1配線グループ360、第2配線グループ370及びオン/オフ制御部380と走査駆
動部320、検査部330、データ駆動部340及び画素部350の電気的接続点は、有機電界発光表
示装置310のスクライビングライン390外郭に位置される。
【００９８】
　一方、説明の便宜のために本実施形態では第1ないし第7配線361ないし367と第11ないし
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第15配線371ないし375が第1及び第2配線グループ360、370の中で所定のいずれか一つの配
線グループに含まれるように設定したが、本発明がこれに限定されるのではない。例えば
、第1電源ELVDDを供給する第15配線375は、第1及び第2配線グループ360、370すべてに含
まれるように設定されることもでき、これらのうちいずれか一つのみに含まれるように設
定されることもできる。
【００９９】
　以下では上記第2実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板300で元板単位の検
査が遂行される方法を図５を参照して説明する。
【０１００】
　図５を参照すれば、まず、オン/オフ制御部380で垂直及び水平制御信号VC、HC、第1ク
ロック信号CLK1、第3及び第4電源VDD、VSSが供給されれば、オン/オフ制御部380は第1及
び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBを生成して、これを走査駆動部320に供給する
。ここで、オン/オフ制御部380は自分に接続された有機電界発光表示装置310で所定の検
査が遂行されるように制御する場合、第1クロック信号CLK1と同期される第1シフトクロッ
ク信号SFTCLKと、第1シフトクロック信号SFTCLKと相反した波形を持つ第2シフトクロック
信号SFTCLKBを出力する。
【０１０１】
　第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBの供給を受けた走査駆動部320は、第1
及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBと、外部から供給を受けた第3電源VDD、第4
電源VSS及び走査制御信号SCSを利用して走査信号SS及び発光制御信号EMIを生成して、こ
れを画素部350に供給する。
【０１０２】
　一方、検査部330は、外部から検査制御信号TG及び検査信号TDの供給を受ける。このよ
うな検査部330は、検査制御信号TGに対応して検査信号TDをデータ分配部340に供給する。
【０１０３】
　検査信号TDの供給を受けたデータ分配部340は、外部から供給される選択信号、例えば
、赤色クロック信号CLR、緑色クロック信号CLG及び青色クロック信号CLBに対応して検査
信号TDを画素部350に含まれたサブピクセルに供給する。
【０１０４】
　すると、走査信号SS、発光制御信号EMI及び検査信号TDの供給を受けた画素部350は、こ
れに対応する所定の映像を表示する。このために、画素部350は外部から第1電源ELVDD、
第2電源ELVSS及び初期化電源Vinitをさらに供給してもらう。この時、検査信号として点
灯検査信号が印加された場合、画素は点灯検査信号に対応して発光するようになる。ここ
で、画素の中で一部画素が所望の形態で発光しないこともある。これによって、不良画素
の要否を判別することができる。
【０１０５】
　また、画素に同じ点灯検査信号が供給されるので、画素のホワイトバランスを測定する
ことができ、進行性不良も感知することができる。また、検査信号として、漏洩電流検査
のための信号が印加される場合、選択された有機電界発光表示装置310では漏洩電流検査
が遂行されるようになって、それ以外にも検査信号の種類によって多様な検査を遂行する
ことができる。
【０１０６】
　一方、複数の有機電界発光表示装置310に対する元板検査の時、内部欠陥が発生された
り入力信号の遅延などによって誤作動する特定有機電界発光表示装置310をオフさせよう
とする場合、オン/オフ制御部380は自分に接続された有機電界発光表示装置310をターン
オフさせるための所定の垂直制御信号VC及び水平制御信号HCの供給を受ける。
【０１０７】
　すると、オン/オフ制御部380は第1クロック信号CLK1にかかわらず有機電界発光表示装
置310をターンオフさせるように制御する第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKB
を生成して、これを自分に接続された走査駆動部320に供給する。
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【０１０８】
　すると、走査駆動部320は画素部350がターンオフされるように制御する走査信号SS及び
発光制御信号EMIを生成してこれを画素部350に供給して、これによって画素部350は論理
的にターンオフ状態を維持する。
【０１０９】
　上記第2実施形態によれば、有機電界発光表示装置のマザー基板300上で元板単位の検査
を遂行する場合、垂直及び水平制御信号VC、HCによってオン/オフ制御部380を制御するこ
とで、特定有機電界発光表示装置310のみを選択的にターンオフさせることが可能になる
。ここで、垂直及び水平制御信号VC、HCを供給する第4配線364及び第11配線371がお互い
に異なる方向に形成されるため、第4配線364及び第11配線371に接続された少なくとも一
つの特定オン/オフ制御部380のみ独立的に制御することができ、これによってマザー基板
300上に形成された有機電界発光表示装置310のオン/オフを独立的に制御することができ
る。
【０１１０】
　したがって、元板検査の時、誤作動する特定有機電界発光表示装置310を選択的にオン/
オフさせることで、誤作動する有機電界発光表示装置310が電源線及び信号線を共有する
他の有機電界発光表示装置310に影響を及ぼすことを防止することができる。これによっ
て、マザー基板300上に形成された複数の有機電界発光表示装置310に対する元板単位の検
査の時、検査の信頼性及び効率性を高めることができる。
【０１１１】
　また、第2実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板300もお互いに異なる方向
に形成される第1及び第2配線グループ360、370を具備することで、少なくとも一つの特定
有機電界発光表示装置310に接続された第1及び第2配線グループ360、370のみに電源及び
信号を供給することで、マザー基板300に形成された有機電界発光表示装置310の中で特定
有機電界発光表示装置310のみで検査を遂行することも可能である。
【０１１２】
　例えば、所定の有機電界発光表示装置310に形成された走査駆動部320に接続される第6
配線366、第12配線372及び第14配線374に第3電源VDD、走査制御信号及び第4電源VSSを供
給する場合、電源または信号の供給を受ける第6配線366と、第12配線372及び第14配線374
が交差される地点に位置された有機電界発光表示装置310のみで所定の検査を遂行するこ
とができる。
【０１１３】
　また、お互いに異なる方向に形成された第3配線363及び第15配線375を通じて供給され
る第1及び第2電源ELVDD、ELVSSの供給要否を制御して所定の第3配線363及び第15配線375
が交差される地点に位置された有機電界発光表示装置310のみで所定の検査を遂行するこ
ともできる。
【０１１４】
　図６は、図３ないし図５に示されたオン/オフ制御部の一例を示す図面である。そして
、図７は図６に示された制御信号生成部の一例を示す図面で、図８は図６に示されたシフ
トクロック信号生成部の一例を示す図面である。
【０１１５】
　図６ないし図８を参照すれば、オン/オフ制御部380は制御信号生成部381と、制御信号
生成部381の出力端に接続されたシフトクロック信号生成部382を含む。
【０１１６】
　制御信号生成部381は、第4配線364及び第11配線371から垂直制御信号VC及び水平制御信
号HCの供給を受けて、これに対応して第1及び第2シフト制御信号SCTL、SCTLBを生成する
。このために、制御信号生成部381は図７に示されたように第1ないし第6トランジスタT1
ないしT6を具備する。
【０１１７】
　第1及び第2トランジスタT1、T2は、第3電源VDDと、第3電源VDDより低い電圧値を持つ第
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4電源VSSの間に直列接続されて、P-タイプトランジスタに設定される。この時、第1トラ
ンジスタT1のゲート電極は、第11配線371から水平制御信号HCの供給を受けて、第2トラン
ジスタT2のゲート電極は、第4配線364から垂直制御信号VCの供給を受ける。
【０１１８】
　第3及び第4トランジスタT3、T4は、第2トランジスタT2と第4電源VSSの間に並列接続さ
れて、N-タイプトランジスタに設定される。この時、第3トランジスタT3のゲート電極は
、第4配線364から垂直制御信号VCの供給を受けて、第4トランジスタT4のゲート電極は、
第11配線371から水平制御信号HCの供給を受ける。
【０１１９】
　第5トランジスタT5及び第6トランジスタT6は、第3電源VDDと第4電源VSSの間に直列接続
される。この時、第5トランジスタT5と第6トランジスタT6はお互いに異なるタイプのトラ
ンジスタに設定される。例えば、第5トランジスタT5は、P-タイプトランジスタに設定さ
れて、第6トランジスタT6は、N-タイプトランジスタに設定される。このような第5トラン
ジスタT5及び第6トランジスタT6のゲート電極は、第2、第3及び第4トランジスタT2、T3、
T4が接続される第1ノードN1に共通に接続されて、第1ノードN1に供給される信号を反転す
るインバータによって作動する。
【０１２０】
　このような制御信号生成部381は、垂直制御信号VC及び水平制御信号HCすべてがローレ
ベルの場合のみに第1ノードN1に出力されるハイレベルの第3電源VDDを第1シフト制御信号
SCTLに出力する。そして、ハイレベルの第3電源VDDをインバーティングしてローレベルの
第2シフト制御信号SCTLを出力する。
【０１２１】
　一方、制御信号生成部381は、上記以外の場合、例えば垂直制御信号VC及び水平制御信
号HCすべてがハイレベルの場合、第1ノードN1に出力されるローレベルの第4電源VSSを第1
シフト制御信号SCTLに出力して、これと相反するハイレベルの第2シフト制御信号SCTLBを
出力する。すなわち、制御信号生成部381はNORゲートによって動作する。
【０１２２】
　シフトクロック信号生成部382は、第7配線367から第1クロック信号CLK1の供給を受けて
、制御信号生成部381から第1及び第2シフト制御信号SCTL、SCTLBの供給を受ける。このよ
うなシフトクロック信号生成部382は、第1クロック信号CLK1と第1及び第2シフト制御信号
SCTL、SCTLBに対応して第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBを生成する。
【０１２３】
　このために、シフトクロック信号生成部382は、図８に示されたように相反するタイプ
の二つのトランジスタが直列接続された複数のインバータIN1ないしIN6と、所定のインバ
ータINに含まれるP-タイプトランジスタと第3電源VDDの間に接続される第1制御トランジ
スタTc1と、所定のインバータINに含まれるN-タイプトランジスタと第4電源VSSの間に接
続される第2制御トランジスタTc2と、所定インバータINの入力端子と第4電源VSSの間に接
続される第3制御トランジスタTc3を含む。
【０１２４】
　第1ないし第6インバータIN1ないしIN6は、第3電源VDDと第4電源VSSの間に直列接続され
る相反したタイプの二つのトランジスタを具備する。ここで、第1インバータIN1の入力端
子は、第7配線367に接続されて第7配線367から第1クロック信号CLK1の供給を受けてこれ
をインバーティングする。
【０１２５】
　第2インバータIN2の入力端子は第1インバータIN1の出力端子に接続されて第1インバー
タIN1から供給された信号をインバーティングする。
【０１２６】
　第3インバータIN3の入力端子は第2インバータIN2の出力端子に接続されて第2インバー
タIN2から供給された信号をインバーティングする。
【０１２７】
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　第4インバータIN4の入力端子は第3インバータIN3の出力端子に接続されて第3インバー
タIN3から供給された信号をインバーティングする。
【０１２８】
　第5インバータIN5の入力端子は第1インバータIN1の出力端子に接続されて第1インバー
タIN1から供給された信号をインバーティングする。
【０１２９】
　第6インバータIN6の入力端子は第5インバータIN5の出力端子に接続されて第5インバー
タIN5から供給された信号をインバーティングする。
【０１３０】
　第1制御トランジスタTc1は、P-タイプトランジスタで、第3電源VDDと第3及び第5インバ
ータIN3、IN5の間にそれぞれ接続される。ここで、第1制御トランジスタTc1のゲート電極
は、制御信号生成部381の出力端子に接続されて制御信号生成部381から第1シフト制御信
号SCTLの供給を受ける。このような第1制御トランジスタTc1は、ローレベルの第1シフト
制御信号SCTLが供給される時、第3電源VDDと第3及び第5インバータIN3、IN5を接続させる
。
【０１３１】
　第2制御トランジスタTc2は、N-タイプトランジスタで、第4電源VSSと第3及び第5インバ
ータIN3、IN5の間にそれぞれ接続される。ここで、第2制御トランジスタTc2のゲート電極
は、制御信号生成部381の出力端子に接続されて制御信号生成部381から第2シフト制御信
号SCTLBの供給を受ける。このような第2制御トランジスタTc2は、ハイレベルの第2シフト
制御信号SCTLBが供給される時、第4電源VSSと第3及び第5インバータIN3、IN5を接続させ
る。
【０１３２】
　第3制御トランジスタTc3は、N-タイプトランジスタで、第4電源VSSと第4及び第6インバ
ータIN4、IN6の入力端子の間にそれぞれ接続される。ここで、第3制御トランジスタTc3の
ゲート電極は、制御信号生成部381の出力端子に接続されて制御信号生成部381から第1シ
フト制御信号SCTLの供給を受ける。このような第3制御トランジスタTc3はハイレベルの第
1シフト制御信号SCTLが供給される時、第4電源VSSと第4及び第6インバータIN4、IN6の入
力端子を接続させる。
【０１３３】
　前記シフトクロック信号生成部382は、制御信号生成部381からハイレベルの第1シフト
制御信号SCTLとローレベルの第2シフト制御信号SCTLBが供給される場合、第1クロック信
号CLK1にかかわらずハイレベルの第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBを生成
する。
【０１３４】
　これをより具体的に説明すれば、シフトクロック信号生成部382にハイレベルの第1シフ
ト制御信号SCTLとローレベルの第2シフト制御信号SCTLBが供給されれば、第1及び第2制御
トランジスタTc1、Tc2がターンオフされて、第3及び第5インバータIN3、IN5は動作せず、
第3制御トランジスタTc3はターンオンされて第4及び第6インバータIN4、IN6にローレベル
の第4電源VSSが供給される。
【０１３５】
　すると、第4及び第6インバータIN4、IN6は、ローレベルの第4電源VSSをインバーティン
グしてハイレベルの第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBを出力する。すなわ
ち、制御信号生成部381からハイレベルの第1シフト制御信号SCTLとローレベルの第2シフ
ト制御信号SCTLBが供給されれば、シフトクロック信号生成部382は第1クロック信号CLK1
にかかわらずハイレベルの第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBを出力する。
【０１３６】
　ここで、シフトクロック信号生成部382から生成されたハイレベルの第1及び第2シフト
クロック信号SFTCLK、SFTCLKBは、走査駆動部320に入力されて走査駆動部320が画素部350
をターンオフさせるように制御するが、これに対する詳細な説明は後述する。
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【０１３７】
　一方、シフトクロック信号生成部382は上記以外の場合、例えばローレベルの第1シフト
制御信号SCTLとハイレベルの第2シフト制御信号SCTLBの供給を受ける場合、第1クロック
信号CLK1と同じ波形の第1シフトクロック信号SFTCLK及びこれと相反した波形の第2シフト
クロック信号SFTCLKBを生成する。
【０１３８】
　これをより具体的に説明すれば、シフトクロック信号生成部382にローレベルの第1シフ
ト制御信号SCTLとハイレベルの第2シフト制御信号SCTLBが供給されれば、第1及び第2制御
トランジスタTc1、Tc2がターンオンされて第3及び第5インバータIN3、IN5が正常に動作し
て、第3制御トランジスタTc3がターンオフされる。
【０１３９】
　すると、第1クロック信号CLK1が第1ないし第4インバータIN1ないしIN4を経由して本来
の波形で第1シフトクロック信号SFTCLKに出力される。また、第1クロック信号CLK1は第1
、第5及び第6インバータIN1、IN5、IN6を経由して反転された波形で第2シフトクロック信
号SFTCLKBに出力される。
【０１４０】
　すると、走査駆動部320は第1クロック信号CLK1に対応する走査信号及び発光制御信号を
生成して画素部350に供給することで、有機電界発光表示装置310で所定の検査が遂行され
るようにする。ここで、図６ないし図８に示されたオン/オフ制御部380は、単なる一例で
あり、本発明がこれに限定されるのではなく、実際にオン/オフ制御部380は自分に接続さ
れた有機電界発光表示装置310のオン/オフを制御するように多様に設定されうる。
【０１４１】
　図９は、図３ないし図５に示された走査駆動部の一例を示す図面である。そして、図１
０は図９に示されたシフトレジスタの一例を示す図面で、図１１は図９に示された信号生
成ロジックの一例を示す図面である。
【０１４２】
　図９ないし図１１を参照すれば、走査駆動部320はシフトレジスタ部321と、シフトレジ
スタ部321の出力端に接続された信号生成部322を含む。
【０１４３】
　シフトレジスタ部321は、第1ないし第nシフトレジスタSR1ないしSRnを具備する。それ
ぞれのシフトレジスタSR1ないしSRnは、第12配線372から供給される走査制御信号に含ま
れたスタートパルスSP(あるいは、前段のサンプリングパルスSAn-1)と、オン/オフ制御部
380から供給される第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCLKBを利用してサンプリン
グパルスSAを生成して、これを信号生成部322及び次の段のシフトレジスタSRn+1に供給す
る。ここで、シフトレジスタSRはハイレベルの第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SF
TCLKBとスタートパルスSP(あるいは、前段のサンプリングパルスSA)の供給を受けた場合
、ハイレベルのサンプリングパルスSAを出力する。
【０１４４】
　これを図１０を参照してより具体的に説明すれば、それぞれのシフトレジスタSRは、第
3電源VDDと第4電源VSSの間に接続される複数のトランジスタTr1ないしTr10を具備する。
【０１４５】
　第1ないし第4トランジスタTr1ないしTr4は、第3電源VDDと第4電源VSSの間に直列に接続
される。ここで、第1及び第4トランジスタTr1、Tr4のゲート電極は、スタートパルスSP(
あるいは、前段のサンプリングパルスSAn-1)の供給を受けて、第2トランジスタTr2のゲー
ト電極は第1シフトクロック信号SFTCLKの供給を受けて、第3トランジスタTr3のゲート電
極は第2シフトクロック信号SFTCLKBの供給を受ける。
【０１４６】
　第5ないし第8トランジスタTr5ないしTr8は、第3電源VDDと第4電源VSSの間に直列に接続
される。ここで、第5及び第8トランジスタTr5、Tr8のゲート電極は、第9及び第10トラン
ジスタTr9、Tr10の間に接続される。そして、第6トランジスタTr6のゲート電極は、第2シ
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フトクロック信号SFTCLKBの供給を受けて、第7トランジスタTr7のゲート電極は、第1シフ
トクロック信号SFTCLKの供給を受ける。
【０１４７】
　第9及び第10トランジスタTr9、Tr10は、お互いに相反したタイプのトランジスタに設定
されて、第3電源VDDと第4電源VSSの間に直列に接続されてインバータで動作する。このよ
うな第9及び第10トランジスタTr9、Tr10のゲート電極は、第2、第3、第6、第7トランジス
タTr2、Tr3、Tr6、Tr7の一電極と共通に接続される。
【０１４８】
　ここで、第1、第2、第5、第6及び第9トランジスタTr1、Tr2、Tr5、Tr6、Tr9は、P-タイ
プトランジスタに設定されて、第3、第4、第7、第8及び第10トランジスタTr3、Tr4、Tr7
、Tr8、Tr10は、N-タイプトランジスタに設定される。
【０１４９】
　このようなシフトレジスタSRにハイレベルの第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SF
TCLKBとスタートパルスSP(あるいは、前段のサンプリングパルスSA)が供給されれば、第1
、第2、第5及び第6トランジスタTr1、Tr2、Tr5、Tr6はターンオフされて、第3、第4、第7
及び第8トランジスタTr3、Tr4、Tr7、Tr8はターンオンされる。したがって、第9及び第10
トランジスタTr9、Tr10の入力端子にはローレベルの第4電源VSSが供給されて、ローレベ
ルの第4電源VSSは第9及び第10トランジスタTr9、Tr10によってインバーティングされてハ
イレベルのサンプリングパルスSAnに出力される。
【０１５０】
　信号生成部322は第1ないし第n信号生成ロジックを具備する。それぞれの信号生成ロジ
ックは、シフトレジスタ部321からサンプリングパルスSAn及び前段のサンプリングパルス
SAn-1の供給を受けて、第12配線372から供給される走査制御信号に含まれた走査クロック
信号SCLKの供給を受ける。このような信号生成部322は、サンプリングパルスSAn-1、SAn
及び走査クロック信号SCLKを利用して走査信号SSを生成して、これを走査線Snに供給する
。
【０１５１】
　ここで、信号生成部322はハイレベルのサンプリングパルスSAn-1、SAnとローレベルの
走査クロック信号SCLKの供給を受けた場合、ハイレベルの走査信号SSを出力して、画素部
350がターンオフされるように制御する。
【０１５２】
　これを図１１を参照してより具体的に説明すれば、それぞれの信号生成ロジックは第3
電源VDDと第4電源VSSの間に直列に接続される第2、第4ないし第6トランジスタm2、m4ない
しm6と、第2トランジスタm2と並列に接続される第1及び第3トランジスタm1、m3を具備す
る。
【０１５３】
　ここで、第1及び第4トランジスタm1、m4のゲート電極は、前段のサンプリングパルスSA
n-1の供給を受けて、第2及び第5トランジスタm2、m5のゲート電極はサンプリングパルスS
Anの供給を受ける。そして、第3及び第6トランジスタm3、m6のゲート電極は、走査クロッ
ク信号SCLKの供給を受ける。この時、第1ないし第3トランジスタm1ないしm3は、P-タイプ
トランジスタに設定されて、第4ないし第6トランジスタm4ないしm6は、N-タイプトランジ
スタに設定される。
【０１５４】
　このような信号生成ロジックにハイレベルのサンプリングパルスSAn-1、SAnとローレベ
ルの走査クロック信号SCLKが供給されれば、第1、第2及び第6トランジスタm1、m2、m6は
ターンオフされて、第3ないし第5トランジスタm3ないしm5はターンオンされる。したがっ
て、信号生成ロジックの出力端子にはハイレベルの走査信号SSが生成される。ここで、信
号生成部322から生成されたハイレベルの走査信号SSは、走査線S1ないしSnに供給されて
画素部350がターンオフされるように制御する。これに対する詳細な説明は後述する。
【０１５５】
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　一方、走査駆動部320は走査信号SSの外にも発光制御信号EMIをさらに生成する。このた
めに、走査駆動部320、特に、信号生成部322は示されていない発光制御信号EMI生成ロジ
ックをさらに含むことができる。ここで、発光制御信号EMIを生成するためのロジックは
、少なくとも一つのトランジスタを含むように多様に具現されうる。
【０１５６】
　ただし、本発明の実施形態による走査駆動部320は、オン/オフ制御部380から有機電界
発光表示装置310をターンオフさせるための第1及び第2シフトクロック信号SFTCLK、SFTCL
KBの供給を受ける場合、画素部350がターンオフされるように制御する発光制御信号EMIを
生成する。例えば、走査駆動部320は画素部350に含まれたスイッチングトランジスタがP-
タイプに設定される場合、ハイレベルの発光制御信号EMIを生成して画素部350に供給する
。
【０１５７】
　すると、発光制御信号EMIの供給を受けた画素部350は、論理的にターンオフされる。こ
こで、図９ないし図１１に示された走査駆動部320の内部構成は、単なる一例で、本発明
がこれに限定されるのではない。
【０１５８】
　図１２は、図３ないし図５に示された画素部に含まれた画素の一例を示す図面で、図１
３は図１２に示された画素回路を制御するための制御信号を示す波形図である。そして、
図１４は図１２に示された画素にハイレベルの走査信号及び発光制御信号が供給される時
、画素が論理的にターンオフされることを示す図面である。
【０１５９】
　図１２ないし図１４を参照すれば、画素は有機発光ダイオードOLEDと、第n走査線Sn、
第n発光制御線EMn、第mデータ線Dm、第1電源ELVDD、初期化電源Vinit及び有機発光ダイオ
ードOLEDに接続されて有機発光ダイオードOLEDを発光させるための画素回路352を具備す
る。
【０１６０】
　有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は画素回路352に接続されて、カソード電極は
第2電源ELVSSに接続される。
【０１６１】
　画素回路352は第1ないし第6トランジスタM1ないしM6と保存用キャパシタCstを具備する
。図１２において第1ないし第6トランジスタM1ないしM6がPタイプトランジスタに示され
たが、本発明がこれに限定されるのではない。
【０１６２】
　第1トランジスタM1の第1電極は、第2ノードN2に接続されて、第2電極は第3ノードN3に
接続される。そして、第1トランジスタM1のゲート電極は第1ノードN1に接続される。この
ような第1トランジスタM1は保存用キャパシタCstに保存された電圧に対応する電流を第3
ノードN3に供給する。
【０１６３】
　第2トランジスタM2の第1電極は、第mデータ線Dmに接続されて、第2電極は第3ノードN3
に接続される。そして、第2トランジスタM2のゲート電極は第n走査線Snに接続される。こ
のような第2トランジスタM2は、第n走査線Snに走査信号が供給される時ターンオンされて
第mデータ線Dmに供給されるデータ信号を第3ノードN3に供給する。
【０１６４】
　第3トランジスタM3の第1電極は、第2ノードN2に接続されて、第2電極は第1ノードN1に
接続される。そして、第3トランジスタM3のゲート電極は第n走査線Snに接続される。この
ような第3トランジスタM3は第n走査線Snに走査信号が供給される時ターンオンされて第1
トランジスタM1をダイオード形態で接続させる。
【０１６５】
　第4トランジスタM4の第1電極は、初期化電源Vinitに接続されて、第2電極は第1ノードN
1に接続される。そして、第4トランジスタM4のゲート電極は第n-1走査線Sn-1に接続され



(20) JP 4537356 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

る。このような第4トランジスタM4は、第n-1走査線Sn-1に走査信号が供給される時ターン
オンされて保存用キャパシタCst及び第1トランジスタM1のゲート端子を初期化する。この
ために、初期化電源Vinitの電圧値はデータ信号の電圧値より低く設定される。
【０１６６】
　第5トランジスタM5の第1電極は第1電源ELVDDに接続されて、第2電極は第2ノードN2に接
続される。そして第5トランジスタM5のゲート電極は第n発光制御線EMnに接続される。こ
のような第5トランジスタM5は第n発光制御線EMnに発光制御信号が供給されない時ターン
オンされて第1電源ELVDDの電圧を第2ノードN2に伝達する。
【０１６７】
　第6トランジスタM6の第1電極は第3ノードN3に接続されて、第2電極は有機発光ダイオー
ドOLEDのアノード電極に接続される。そして、第6トランジスタM6のゲート電極は第n発光
制御線EMnに接続される。このような第6トランジスタM6は第n発光制御線EMnに発光制御信
号が供給されない時ターンオンされて第3ノードN3と有機発光ダイオードOLEDを電気的に
接続させる。
【０１６８】
　保存用キャパシタCstの一側端子は、第1電源ELVDD及び第5トランジスタM5の第1電極に
接続されて、他側端子は第1ノードN1に接続される。このような保存用キャパシタCstは、
第n走査線Snに走査信号が供給される時データ信号と第1トランジスタT1の閾値電圧Vthに
対応する電圧を充電して、充電された電圧を一フレームの間維持する。
【０１６９】
　前述した画素の動作過程を詳しく説明すれば、まず、T1期間の間第n-1走査線Sn-1に走
査信号SSが供給されて、第n発光制御線EMnに発光制御信号EMIが供給される。第n発光制御
線EMnに発光制御信号EMIが供給されれば第5及び第6トランジスタM5、M6がターンオフされ
る。
【０１７０】
　そして、第n-1走査線Sn-1に走査信号SSが供給されれば第4トランジスタM4がターンオン
される。第4トランジスタM4がターンオンされれば保存用キャパシタCst及び第1トランジ
スタM1のゲート端子が初期化電源Vinitに接続される。保存用キャパシタCst及び第1トラ
ンジスタM1のゲート端子が初期化電源Vinitに接続されれば、保存用キャパシタCst及び第
1トランジスタM1のゲート端子に初期化電源Vinitが供給されて初期化される。
【０１７１】
　以後、T2期間の間第n走査線Snに走査信号が供給される。第n走査線Snに走査信号SSが供
給されれば第2及び第3トランジスタM2、M3がターンオンされる。第3トランジスタM3がタ
ーンオンされれば第1トランジスタM1がダイオード形態で接続される。そして、第2トラン
ジスタM2がターンオンされれば、第mデータ線Dmに供給されるデータ信号が第3ノードN3に
伝達される。この時、第1トランジスタM1のゲート端子は初期化電源Vinitによってデータ
信号よりさらに低い電圧値に初期化されたので、第3ノードN3に供給された電圧は第1及び
第3トランジスタM1、M3を経由して第1ノードN1に供給される。すると、保存用キャパシタ
Cstには第1トランジスタM1の閾値電圧Vthとデータ信号に対応する電圧が保存される。
【０１７２】
　以後、第n発光制御線EMnで発光制御信号EMIが供給されなければ第5及び第6トランジス
タM5、M6がターンオンされる。第5及び第6トランジスタM5、M6がターンオンされれば、デ
ータ信号に対応する電流が第1電源ELVDDから有機発光ダイオードOLEDに流れるようになっ
て有機発光ダイオードOLEDでデータ信号に対応する光が生成される。
【０１７３】
　このような画素にハイレベルの走査信号SS及び発光制御信号EMIが供給されれば、図１
４に示されたように第2ないし第6トランジスタM2ないしM6がすべてターンオフされて画素
は発光しない。したがって、特定有機電界発光表示装置310をターンオフさせようとする
場合、画素部350にハイレベルの走査信号SS及び発光制御信号EMIを供給すれば良い。例え
ば、マザー基板300上で元板単位の検査を遂行する時、特定有機電界発光表示装置310をタ
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ーンオフさせるために特定有機電界発光表示装置310に接続されたオン/オフ制御部380に
ローレベルの垂直及び水平制御信号VC、HCを供給することができる。
【０１７４】
　すると、オン/オフ制御部380は走査駆動部320にハイレベルの第1及び第2シフトクロッ
ク信号SFTCLK、SFTCLKBを供給して、走査駆動部320はこれに対応してハイレベルの走査信
号SS及び発光制御信号EMIを生成することで、画素をターンオフさせる。ただし、前述し
たところは、画素のスイッチングトランジスタがすべてP-タイプトランジスタの場合につ
いて説明したのであり、実際に画素の回路構成によって特定有機電界発光表示装置310を
ターンオフさせる方法は多様に設定されうる。
【０１７５】
　以上添付した図面を参照して本発明について詳細に説明したが、これは例示的なものに
過ぎず、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、多様な変形及び均等な他
の実施形態が可能であるということを理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７６】
【図１】スクライビングが完了した一般的な有機電界発光表示装置を示す図面である。
【図２】本発明の第1実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板を示す図面であ
る。
【図３】本発明の第2実施形態による有機電界発光表示装置のマザー基板を示す図面であ
る。
【図４】図３に示された有機電界発光表示装置を示す図面である。
【図５】図３及び図４に示された有機電界発光表示装置で元板単位の検査が遂行される方
法を示すブロック図である。
【図６】図３ないし図５に示されたオン/オフ制御部の一例を示す図面である。
【図７】図６に示された制御信号生成部の一例を示す図面である。
【図８】図６に示されたシフトクロック信号生成部の一例を示す図面である。
【図９】図３ないし図５に示された走査駆動部の一例を示す図面である。
【図１０】図９に示されたシフトレジスタの一例を示す図面である。
【図１１】図９に示された信号生成ロジックの一例を示す図面である。
【図１２】図３ないし図５に示された画素部に含まれた画素の一例を示す図面である。
【図１３】図１２に示された画素回路を制御するための制御信号を示す波形図である。
【図１４】図１２に示された画素にハイレベルの走査信号及び発光制御信号が供給される
時、画素が論理的にターンオフされることを示す図面である。
【符号の説明】
【０１７７】
　300　有機電界発光表示装置のマザー基板
　310　有機電界発光表示装置
　320　走査駆動部
　330　検査部
　340　データ分配部
　350　画素部
　360　第1配線グループ
　370　第2配線グループ
　380　オン/オフ制御部
　381　制御信号生成部
　382　シフトクロック信号生成部
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